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摘要(译)

本发明提供了一种可改善Moiré条纹的像素结构及像素检测方法。该像素
检测方法包括：检测藉由像素结构中的棱镜所看到的多个遮黑区；计算
所述多个遮黑区中的位置种类数目P以及所述多个遮黑区中位置种类之间
的差异数目N；根据上述位置种类数目P和差异数目N，调整所述像素结
构的遮黑区位置；重复上述步骤，直至Moiré条纹达到液晶面板的预设规
格。采用本发明，将像素的第一遮黑区域和第二遮黑区域分别设置于数
据线的两侧且在水平方向上交错排列，藉由该交错排列的两个遮黑区域
来彻底消除Moiré条纹，提升面板的性能和用户的视觉体验。
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